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Informacion ECTS

Créditos ECTS:4.8 Horas de trabgjo del alumno:120
Horas presenciales:

- Horas tedricas (HT):0

- Horas précticas (HP):0

- Horas de clases tutorizadas (HCT):0

- Horas de evaluacion:2

- otras:
Horas no presenciales: 120

- trabgjos tutorizados (HTT):0

- actividad independiente (HAI1):120
Idioma en gque se imparte: Espariol (castellano)

Descriptores B.O.E.

Instrumentacion electrénica avanzada: sensores, acondicionamiento y procesado de sefial.

Circuitos y equipos electronicos especiales. Aplicaciones de ata frecuencia, potencia,
comunicacionesy control.

Temario

Capitulo 1: Introduccién

Tema1: Introduccion ala instrumentacidn electronica
1.1 Introduccién

1.1.1 Variablesy sefiales

1.1.2 Lainstrumentacion electronicaen el control de procesos
1.2 Sistemade medida

1.2.1 Funciones de un sistema de medida

1.2.2 Sistemas de medida multicanal

1.2.3 Arquitecturas de los sistemas de instrumentacion
1.3 Caracteristicas estéticas

1.3.1 Curvade calibracion

1.3.2 Errores: exactitud, veracidad y precision

1.3.3 Propagacion de errores
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1.3.4 Calibracion

1.4 Caracteristicas dinamicas

1.4.1 Funcion de transferencia

1.4.2 Caracteristicas de lafuncioén de transferencia
1.4.3 Evaluacion de larespuesta dindmica

Tema 2: Circuitos amplificadores de uso en instrumentacion. Filtros anal 6gicos.
2.1 Conceptos generales

2.1.1 Amplificar y modificar los valores de una sefid

2.1.2 Ruido y filtrado

2.2 El amplificador operacional

2.2.1 El amplificador operacional ideal

2.2.2 El amplificador operacional realimentado en tensién

2.2.3 Parametros reales de los amplificadores operacionales

2.2.3.1 Caracteristicas estéticas de los amplificadores operacionales
2.2.3.2 Caracteristicas dinamicas de |os amplificadores operacionales
2.3 Amplificadores de instrumentacion

2.3.1 Particularidades del amplificador de instrumentacion

2.3.2 Parametros que caracterizan a un amplificador de instrumentacion
2.4 Amplificadores de aislamiento

2.4.1 Tipos de amplificadores de aislamiento

2.4.2 Pardmetros gque caracterizan alos amplificadores de aislamiento
2.5 Criterios para seleccionar amplificadores operacional es para instrumentacion
2.6 Clasificacion de filtros

2.7 Especificaciones de un filtro

2.7.1 Especificaciones frecuenciales

2.7.2 Especificaciones temporales

2.8 Aproximaciones mateméticas: Butterworth,Chebyshev, Bessel.

2.9 Filtros pasivos RC

2.10 Filtros activos: disefio de filtros paso bajo, paso alto, paso banda.
2.11 Aplicacionesdelosfiltros

Capitulo 2: Interfaz de entrada en sistemas de instrumentacion y sistemas de adquisicion de datos:
transductores y acondicionadores de sefial

Tema 3. Sensores potenciométricos, galgas extensométricasy sensores inductivos
3.1 Caracteristicas generales

3.1.1 Parametros caracteristicos de |os potenciometros

3.1.2 Tipos de potenciémetros

3.1.3 Acondicionamiento de sefial en potenciometros

3.1.4 Errores debidos a cableado

3.2 Galgas: Principio de funcionamiento

3.2.1 Tipos de galgas extensométricas

3.2.2 Utilizacion de las galgas extensométricas

3.2.3 Circuitos de mediday acondicionamiento de sefid

3.2.4 Utilizacion de los circuitos de medida: errores debidos a cableado
3.2.5 Aplicaciones: medidas de estados de deformacion

3.3 Introduccion alos sensores inductivos

3.3.1 Sensores inductivos basicos

3.3.2Circuitos de mediday acondicionamiento de sefial

3.3.3 El transformador diferencial lineal (LVDT)

3.3.4 Circuitos de mediday acondicionamiento de sefia
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3.3.5 Otros sensores inductivos

Tema 4. Sensores de temperatura

4.1 Sensores de resistencia metalica (RTD)

4.1.1 Caracteristicas generales

4.1.2 Curvas de calibracion

4.1.3 Modelo matemético de laRTD

4.1.4 Tipos de RTD: comparacion general

4.1.5 El autocalentamiento

4.1.6 Circuitos de mediday acondicionamiento de sefid

4.1.7 Aplicaciones (control de temperatura)

4.2 Sensores de tipo resistivo: Termistores

4.2.1 TermistoresNTCsy PTCs

4.2.2 Caracteristica de transferenciade unaNTC

4.2.3 Modelo matematico delaNTC

4.2.41LaNTC como elemento de Circuito: acondicionamiento de sefial
4.2.5 Aplicaciones de la NTC: medida de temperatura, control de temperatura, proteccion contra
sobrecorrientes, alarmas de temperatura

4.2.6 Caracteristica de transferenciade una PTC

4.2.7 Aplicaciones de la PTC: calentadores autorregulados, fusibles reseteables, supresion de arcos
(control de potencia)

4.3 Fotorresistencias (LDRS)

4.3.1 Principio de funcionamiento

4.3.2 Tiposde LDRs

4.3.3 Modelo matemético delaLDR

4.3.4 Circuitos de medida y acondicionamiento de sefial

4.3.5 AplicacionesdelaLDR

4.4 Termopares

4.4.1 Principio de funcionamiento

4.4.2 Tipos de termopares

4.4.3 Curvas de calibracion

4.4.4 Efectos de |as uniones parasitas

4.4.5 Circuitos de mediday acondicionamiento de sefia

4.4.6 Aplicaciones de los termopares (control de temperatura)

Tema5: Otros sensores

5.1 Sensores capacitivos

5.1.1 Introduccion

5.1.2 Tipos de sensores capacitivos. el condensador diferencial
5.1.3 Circuitos de mediday acondicionamiento de sefia

5.1.4 Detectores de proximidad capacitivos

5.1.5 Sensores capacitivos en silicio

5.1.6 Aplicaciones: medidas de presion, humedad. Acelerémetros.
5.2 Sensores de efecto Hall

5.2.1 Introduccion al efecto Hall

5.2.1 Sensores de efecto Hall de salidalineal: circuitos de interfaz
5.2.2 Sensores de efecto Hall de salida digital: circuitos de interfaz
5.2.3 Modos de operacion

5.2.4 Aplicaciones: medidas de presion, temperatura, niveles de liquidos, caudales. Sistemas de
control anal 6gico de posicion.

Capitulo 3: Interferencias, pantallasy blindajes
Tema 6: Interferencias el ectromagnéticas
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6.1 Introduccion

6.2 Definiciones y normativa

6.3 Fuentes de interferencias

6.3.1 Sistemasy componentes sin transitorios
6.3.2 Sistemas y componentes con transitorios
6.3.3 Sistemas generadores de arcos

6.3.4 Otras fuentes de interferencias

6.4 Acoplamiento de fuentes de interferencias
6.4.1 Acoplamientos inductivos

6.4.2 Acoplamientos no conductivos

6.5 Minimizacion de los efectos de las interferencias

Tema7: Pantallasy blindajes

7.1 Conexionado de las masas y alimentaciones

7.1.1 Problematica de la conexion atierra: bucles detierra

7.1.2 Puesta atierra de sistemas y subsistemas

7.2 Minimizacién de interferencias debidas a acoplamientos inductivos
7.3 Minimizacién de interferencias debidas a acoplamientos capacitivos
7.4 Guardas activas

7.5 Minimizacién de interferencias radiadas: pantallasy blindajes

Capitulo 4: Instrumentos el ectronicos avanzados. | nstrumentacion modular.
Tema 8: El osciloscopio digital y el analizador 16gico

8.1 Introduccion

8.1.1 Sistema de adquisicion de datos: muestreo y parametros fundamentales
8.1.2 Diagrama de bloques

8.1.3 Técnicas de medida avanzadas. disparo, capturasy minimizacion de errores.
8.2 Introduccion al analizador 16gico

8.2.1 Dominio de tiempo y dominio de datos

8.2.3 Sistema de adquisicion de datos. Trigger.

8.2.4 Formatos de salida: tiempo, binario, mapa, hexadecimal

8.2.5 Diagrama de bloques

8.2.6 Aplicaciones

Tema 9: El analizador de espectros

9.1 Introduccion al analizador de espectros.

9.2 Clasificacion de los analizadores de espectros

9.3 Sistema de adquisicion de datos. parametros fundamental es

9.4 Diagrama de blogues del analizador de espectros

9.5 Técnicas de medida

9.6 Aplicaciones a andlisis de sefiaes (alta frecuencia) y sistemas de comunicaciones (arménicos
e indices de modul acién).

Tema 10: Introduccion a lainstrumentaci on modul ar

10.1 Introduccion alos sistemas de adquisicién de datos
10.2 Configuracion de un sistema de adquisicién de datos
10.3 Tarjetas de adquisicion de datos

10.4 Busesdeinstrumentos: GPIB, VXI.

10.5 Interconexién de instrumentos
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Requisitos Previos

Se recomienda que tenga conocimientos en,

Andlisis de Circuitos y Sistemas Lineales; Componentes y Circuitos Electronicos; Redes, Sistemas
y Servicios, Microelectronica; Transmision de datos, Fundamentos de Computadores;
Fundamentos de la Programacion.

Asimismo y para un buen desarrollo de las précticas, se recomienda conocer Windows a nivel de
usuario.

Objetivos

Laasignatura de Instrumentacién Electronica, persigue
satisfacer |os siguientes objetivos formativos:

1. Introduccion alos sistemas de medida el ectronica.

2. Andlisis de los métodos de transduccion de sefiadles y sus circuitos acondicionadores.
3. Introduccion de los instrumentos avanzados de medida.

4. Andlisisde lasinterferencias y sus soluciones.

5. Integracion de los sistemas de medida.

6. Introduccién de las principales aplicaciones en el area de instrumentacion.

7. Capacidad de disefio de sistemas de medida.

Los objetivos ECTS son:

1. Objetivos Conceptuales:

1.1 Conocer los fndamentos de | os sistemas de instrumentacion electronica

1.2 Conocer lacurva de calibracion y los conceptos de error en lamedida

1.3 Conocer lafuncion de transferencia del sistemay las caracteristicas de respuesta dindmica

1.4 Conocer g emplos de sistemas de instrumentacion electronica

1.5 Conocer los ci ircuitos amplificadores de uso en instrumentacion electronica

1.6 Conocer €l amplificador operacional, el amplificador de instrumentacion y el amplificador de
aislamiento

1.7 Conocer los filtros anal 6gicos de uso comun en el campo de lainstrumentacion

1.8 Conocer g emplos de amplificadores de instrumentacion y sistemas de filtrado de sefidles

1.9 Conocer los sensores potenciométricos: tipos, acondicionamiento de la sefial y aplicaciones
1.10 Conocer la galga extensiométrica: tipos, acondicionamiento de la sefial y aplicaciones

1.11 Conocer los sensores inductivos basicos (LVDT): tipos, acondicionamiento de la sefia y
aplicaciones

1.12 Conocer los errores debidos a cableado y las soluciones para minimizar su influencia

1.13 Conocer los sensores de resistencia metdlica (RTD): tipos, acondicionamiento de la sefial y
aplicaciones

1.14 Conocer los termistores: tipos (NTC,PTC), acondicionamiento de la sefia y aplicaciones

1.15 Conocer €l problema del autocal entamiento

1.16 Conocer € sensor LDR: tipos, acondicionamiento de la sefia y aplicaciones

1.17 Conocer € termopar: tipos, acondicionamiento de la sefial y aplicaciones

1.18 Conocer los errores debidos a cableado y |as soluciones para minimizar su influencia

1.19 Conocer 10s sensores capacitivos: tipos, acondicionamiento de la sefia y aplicaciones

1.20 Conocer los sensores de efecto Hall: tipos, acondicionamiento de la sefia y aplicaciones

1.21 Conocer las interferencias el ectromagnéticas

1.22 Conocer las definiciones y las normativas correspondientes

1.23 Conocer las principales fuentes de interferencias el ectromagnéticas
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1.24 Conocer las técnicas para la minimizacion de sus efectos en los sistemas de instrumentacion
electronica

1.25 Conocer la necesidad de emplear pantallas y blindajes en los sistemas de instrumentacién
electronica

1.26 Conocer el conexionado de las masasy alimentaciones

1.27 Conocer el concepto de puesta atierrade sistemas y subsistemas

1.28 Conocer las guardas activas y las pantallas y blindajes

1.29 Conocer € osciloscopio digital y el analizador 16gico

1.30 Conocer |os sistemas de adquisicion de datos: muestreo y pardmetros fundamentales

1.31 Conocer |as técnicas de medida avanzadas. disparo, capturasy minimizacion de errores

1.32 Conocer €l analizador |6gico: formatos de salida

1.33 Conocer gjemplos de aplicaciones de estos equipos avanzados en casos préacticos

1.34 Conocer €l analizador de espectros

1.35 Conocer la clasificacion de los analizadores de espectros y |as técnicas sde medida

1.36 Conocer gjemplos de aplicaciones de este equipo avanzado en casos préacticos

1.37 Conocer & concepto de instrumentacion modular

1.38 Conocer |os buses de instrumentos; GPIB, VXI.

1.39 Conocer gjemplos de aplicaciones

2. Objetivos Procedimentales:

2.1 Implementar gjemplos sencillos de aplicaciones con carécter introductorio a la herramienta
Labview

2.2 Implementar mediante Simulacion un generador de de sefiales en LabView

2.3 Implementar mediante Simulacion un Modulador PSK en LabView

2.4 COntrolar un instrumento del laboratorio através de RS-232

2.5 Redlizar unainterfaz TCP/IP - IEEE488.2 en LabView

2.6 Controlar un instrumento del laboratorio através de IEEE-488

3. Objetivos Actitudinales
3.1 Comunicar de formaoral y escritalas memorias de préacticas demostrando capacidad critica

Metodologia

La actividad docente se basara en acciones de tutorias que tendran lugar en los despachos del
profesorado asignado y en el laboratorio de précticas que la asignatura tiene asignado, a impartir
por los profesores de la asignatura. En dichas acciones tutoriales, se atendera a cuantas dudas
pueda plantear el alumnado y se realizara el seguimiento de su aprendizgje.

El alumno dispone de
a) 3 horas de tutoria presencia de la parte de teoria durante las cuales se facilitara a los alumnos el

seguimiento secuencial de la asignatura resolviendo dudas y proponiendo temas y ejercicios para
lasiguiente sesion.

b) 3 horas de tutoria presencial de la parte préctica durante las cuales se facilitard a los alumnos
gue lo deseen & seguimiento de la parte de laboratorio de la asignatura.

Las actividades de tutoria se realizaran en el depacho de los profesores asignados a la docenciay
en el laboratorio de Instrumentacion Electronica perteneciente a departamento de Ingenieria
Electronica y Automética (Pabellon A de los Edificios de Telecomunicacion del Campus de

Péagina 6 de 16



Tafira).
El periodo de realizacion de las tutorias corresponde al periodo lectivo de la Universidad.

Criterios de Evaluacioén

La evaluacién comprende un examen de teoria y uno de practicas segln las convocatorias
oficiales. Lacalificacion final se calcula segin el siguiente porcentaje:

- teoria: 6 puntos (60%)

- practicas: 4 puntos (40%)

Descripcion de las Précticas
Las Précticas se imparten en e Laboratorio de Instrumentacion Electrénica. 302-B.
El programa de précticas de la asignatura contara con las siguientes actividades:

1. Introduccién al manejo de LabView.

2. Realizacion de un generador de sefidles en LabView.

3. Realizacién de un Modulador PSK en LabView. (6 horas)

4. Control de un instrumento del laboratorio através de RS-232.
5. Control de un instrumento del |aboratorio através de | EEE-488.
6. Realizacion de unainterfaz TCP/IP - IEEE488.2 en LabView.

DESCRIPCION DE LAS PRACTICAS:
1. Introduccién al mangjo de LabView.
EL objetivo es que el alumno adquiera los conceptos basicos en € manegjo de esta herramienta.
Como soporte para esta practica se utilizara el tutorial de Labview.
2. Realizacién de un generador de sefidlesen LabView.
El alumno debe disefiar un VI que genere cuatro tipos distintos de sefiales: senoidal, triangular,
cuadraday de dientes de sierra, disponiendo de las siguientes caracteristicas.
- Selector detipo de onda (senoidal, triangular, cuadraday de dientes de sierra).
- Selector de frecuenciasregulable de 0 Hz a2 MHz.
- Selecciodn de escala de tiempos.
- Amplitud de sefial regulable de 0 Vpp a5 Vpp. VDCOffset regulable entre +/-5 V.
- Pantalla para visualizacion de la sefial generada.

El VI desarrollado debera contar con un panel frontal que incorpore todos los controles y
visualizadores necesarios.
3. Realizacion de un Modulador PSK en LabView.
El alumno debe disefiar un VI que modele e comportamiento de un modulador PSK (modulacién
por sato de fase), mostrando la forma de onda generada al transmitir 1 byte de informacion
cuando la velocidad de datos es de 64 Kb/s. El objetivo de esta préactica es que € alumno adquiera
conoci mientos sobre la capacidad de procesado, filtrado y presentacién de sefiales.
4. Control de un instrumento del laboratorio através de RS-232.
El objetivo de esta préactica es el disefiar un VI para controlar € osciloscopio anal 6gico/digital HM
407-2 de Hameg Instruments del |aboratorio por comandos que se enviaran a través de una interfaz
serie que sigue el esténdar RS-232.
La aplicacion desarrollada en esta préactica presentara una interfaz gréfica sencilla y o mas
parecida posible ala“real” del osciloscopio, que permita su control.
5. Redlizaciéon de unainterfaz TCP/IP - IEEE488.2 en LabView.
El Alumno debe disefiar un VI para conectarse a un servidor a través de la red de area local del
Laboratoio (conexion TCP/IP). Este servidor gestionara €l envio de los datos ( comandos que
envie el VI disefiado) entrelared TCP/IPy el bus GPIB.
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6. Control de un instrumento del laboratorio através de IEEE-488.

El objetivo de esta practica es el de controlar analizador de espectros Tektronix 492PMG desde un
equipo remoto mediante €l uso de comandos GPIB. Los aumnos realizaran esta préactica usando
los comandos GPIB necesarios pero através de lared local del laboratorio, es decir, mediante una
comunicacion TCP/IP. Paralo cual es necesario utilizar €l VI disefiado en lapracticas

Bibliografia
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9701049772
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8477210373

[3 Béasico] Instrumentacion electrdnica : filtros activos /
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8460044564
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Horas

Contenidos HT HP HCT HTT HAI Competenciasy Objetivos
Temal, Practical 0 0 0 0 12 1.1 Conocer los fndamentos de
|os sistemas de

instrumentacion

electrénica 1.2 Conocer la
curvade calibracion y los
conceptos de error en la
medida__ 1.3 Conocer la
funcion de transferencia del
sistemay las caracteristicas de
respuestadinamica__ 1.4
Conocer gjemplos de sistemas
de instrumentacion
electronica__ 2.1 Implementar
gjemplos sencillos de
aplicaciones con carécter
introductorio ala herramienta
Labview 3.1 Comunicar de
formaoral y escritalas
memorias de précticas
demostrando capacidad critica

Tema 2, Préctical 0 0 0 0 12 1.5 Conocer losci ircuitos
amplificadores de uso en
instrumentacion
glectrénica_ 1.6 Conocer €l
amplificador operacional, el
amplificador de
instrumentacion y el
amplificador de
aislamiento__ 2.1 Implementar
gjemplos sencillos de
aplicaciones con carécter
introductorio ala herramienta
Labview 3.1 Comunicar de
formaoral y escritalas
memorias de précticas
demostrando capacidad
critica__
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Horas

Contenidos HT HP HCT HTT HAI Competenciasy Objetivos
Tema 2, Préctica 2 0 0 0 0 12 1.7 Conocer losfiltros
anal 6gicos de uso comin en €l
campo dela

instrumentacion 1.8 Conocer
gjemplos de amplificadores de
instrumentacion y sistemas de
filtrado de sefiales 2.2
Implementar mediante
Simulacion un generador de
desefidesen LabView 3.1
Comunicar de formaoral y
escritalas memorias de
préacticas demostrando

capacidad critica__

Tema 3, Préactica 2 0 0 0 0 12 1.9 Conocer los sensores
potenciomeétricos: tipos,
acondicionamiento de la sefia
y aplicaciones__1.10 Conocer
la galga extensiométrica: tipos,
acondicionamiento de la sefia
y aplicaciones 2.2
Implementar mediante
Simulacién un generador de
de sefidesen LabView 3.1
Comunicar deformaoral y
escritalas memorias de
préacticas demostrando
capacidad critica
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Horas

Contenidos HT HP HCT HTT HAI Competenciasy Objetivos
Tema 3, Préctica 3 0 0 0 0 12 1.11 Conocer los sensores
inductivos bésicos (LVDT):

tipos, acondicionamiento de la
sefia y aplicaciones  1.12
Conocer los errores debidos al
cableado y las soluciones para
minimizar su influencia_ 2.3
Implementar mediante
Simulacién un Modulador
PSK enLabView 3.1
Comunicar deformaoral y
escritalas memorias de
préacticas demostrando
capacidad critica

Tema4, Préctica 3 0 0 0 0 12 1.13 Conocer los sensores de
resistencia metdlica (RTD):
tipos, acondicionamiento de la
sefia y aplicaciones  1.14
Conocer los termistores: tipos
(NTC,PTC),
acondicionamiento de la sefial
y aplicaciones__1.15 Conocer
el problema del
autocalentamiento 2.3
Implementar mediante
Simulacién un Modulador
PSK en LabView 3.1
Comunicar de formaoral y
escritalas memorias de
préacticas demostrando
capacidad critica
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Horas
Contenidos HT HP HCT HTT HAI Competenciasy Objetivos

Temad4, Préctica3 0 0 0 0 12 1.16 Conocer €l sensor LDR:
tipos, acondicionamiento de la
sefia y aplicaciones  1.17
Conocer el termopar: tipos,
acondicionamiento de la sefial
y aplicaciones 2.3
Implementar mediante
Simulacién un M odulador
PSK en LabView 3.1
Comunicar deformaoral y
escritalas memorias de
préacticas demostrando
capacidad critica

Tema4, Préctica4 0 0 0 0 12 1.18 Conocer los errores
debidos a cableado y las
soluciones para minimizar su
influencia__2.4 Controlar un
instrumento del laboratorio a
travésde RS-232__ 3.1
Comunicar deformaoral y
escritalas memorias de
précticas demostrando
capacidad critica__

Temab, Préctica4 0 0 0 0 12 1.19 Conocer los sensores
capacitivos: tipos,
acondicionamiento de la sefial
y aplicaciones__1.20 Conocer
los sensores de efecto Hall:
tipos, acondicionamiento de la
sefia y aplicaciones 2.4
Controlar un instrumento del
laboratorio através de
RS-232__ 3.1 Comunicar de
formaoral y escritalas
memorias de précticas
demostrando capacidad
critica
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Horas
Contenidos HT HP HCT HTT HAI Competenciasy Objetivos

Tema6, Préctica4 0 0 0 0 12 1.21 Conocer lasinterferencias
electromagnéticas _ 1.22
Conocer las definicionesy las
normativas
correspondientes 2.4
Controlar un instrumento del
laboratorio através de
RS-232_ 3.1 Comunicar de
formaoral y escritalas
memorias de précticas
demostrando capacidad
critica

Tema6, Tema7, Practicab 0 0 0 0 12 1.23 Conocer las principales
fuentes de interferencias
electromagnéticas  1.24
Conocer las técnicas parala
minimizacion de sus efectos en
los sistemas de
instrumentacion
electronica_ 1.25 Conocer la
necesidad de emplear pantallas
y blindajes en |os sistemas de
instrumentacion
glectronica_ 1.26 Conocer €l
conexionado de las masasy
alimentaciones 2.5 Realizar
unainterfaz TCP/IP -
|[EEE488.2 en LabView 3.1
Comunicar deformaoral y
escritalas memorias de
préacticas demostrando
capacidad critica
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Horas
Contenidos HT HP HCT HTT HAI Competenciasy Objetivos

Tema7, Tema8, Précticab 0 0 0 0 12 1.27 Conocer € concepto de
puesta atierrade sistemasy
subsistemas 1.28 Conocer
las guardas activasy las
pantalasy blindajes 1.29
Conocer el osciloscopio digital
y el analizador l6gico _ 1.30
Conocer los sistemas de
adquisicion de datos: muestreo
y parametros
fundamentales 1.31 Conocer
las técnicas de medida
avanzadas. disparo, capturasy
minimizacion de errores 2.5
Redlizar unainterfaz TCP/IP -
|IEEE488.2 en LabView 3.1
Comunicar deformaora y
escritalas memorias de
préacticas demostrando
capacidad critica

Tema8, Précticab 0 0 0 0 12 1.32 Conocer €l analizador
[6gico: formatos de
salida_1.33 Conocer
gjemplos de aplicaciones de
estos equipos avanzados en
casos practicos 2.5 Realizar
unainterfaz TCP/IP -
|[EEE488.2 en LabView 3.1
Comunicar deformaoral y
escritalas memorias de
préacticas demostrando
capacidad critica
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Horas
Contenidos HT HP HCT HTT HAI Competenciasy Objetivos

Tema9, Préctica6 0 0 0 0 12 1.34 Conocer €l analizador de
espectros _ 1.35 Conocer la
clasificacién de los
analizadores de espectrosy las
técnicas sde medida_ 1.36
Conocer gemplos de
aplicaciones de este equipo
avanzado en casos
practicos 2.6 Controlar un
instrumento del laboratorio a
travésde IEEE-488 3.1
Comunicar de formaoral y
escritalas memorias de
préacticas demostrando
capacidad critica

Tema 10, Préctica 6 0 0 0 0 12 1.37 Conocer € concepto de
instrumentacion
modular__1.38 Conocer los
buses de instrumentos: GPIB,
VXI. __1.39 Conocer
gjemplos de aplicaciones 2.6
Controlar un instrumento del
laboratorio através de
IEEE-488 3.1 Comunicar de
formaoral y escritalas
memorias de précticas
demostrando capacidad critica
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Resumen en Inglés

Electronic Instrumentation will be of direct practical value to instrumentation engineers working in
avariety of disciplines. Electronic Instrumentation pursuits the following educationa purposes.

1. to provide an introduction to measurement electronic systems,

2. the knowledge of main transducers and electronic signal conditioning circuits,

3.to provide an introduction to advanced electronic equipments (digital oscilloscope, logic
analyzer and spectrum analyzer)

4. the kwnoledge of EMI problems and its solutions

5. an introduction to modular instrumentation (via BUS/virtual instrument)
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Asafinal goal, Electronic Instrumentation enables to the student to deal with the design of modern
€l ectroni c/automatic measurement systems.
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